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C.j.: 0313/001/15/Pos.
Vyfizuje: Ing. Miroslav Pospisil
Telefon: 545 555 135, -131

Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI*), jako orgén vécné a mistné pislusny ve véci stanovova-
ni metrologickych a technickych pozadavki na stanovené méfidlo a stanovovani zkousek pfi schvalo-
vani typu a pfi ovéfovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zdkona &. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,zdkona o metrologii*), a dle ustanoveni § 172 a nasledujicich
zédkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen ,,SprR*), zah4jil z moci
uitedni dne 15. 5. 2015 spravni Fizeni dle § 46 SprR, a na zéklad& podkladi vydava toto:

L.

OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C046-15
¢.j. 0313/001/15/Pos.,

kterym se stanovuji metrologické a technické poZadavky na stanovena méridla, véetné zkouSek
p¥i schvalovani typu a pfi ovéfovani stanovenych méfidel:

»optické radiometry pro spektralni oblast 400 nm aZ 2 800 nm a méfeni vyzarovani
v rozsahu 10° W - m? a7 10° W - m«

1 Zakladni pojmy

Pro ugely tohoto opatieni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML" a dale uvedené
terminy a definice.

1.1
opticky radiometr
méfici pfistroj pro méfeni veli€in charakterizujicich optické zafeni

D' Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a vieobecné pojmy a pFidruZené terminy (VIM) a Mezinarodni
slovnik termind v legalni metrologii (VIML) jsou soudasti sborniku technické harmonizace ,,Terminologie
v oblasti metrologie* vefejn& dostupného na www.unmz.cz.
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1.2

Sirokopasmovy radiometr

radiometr pro mé&feni energetickych a vykonovych vlastnosti optického zafeni v celém meficim rozsa-
hu od 3 x 10" Hz do 3 x 10'® Hz, coz odpovida vinovym délkdam od 1 x 10* m do 1 x 10* m zahrnu-
jicim ultrafialové (UV), viditelné a infracervené (IC) zéfeni

1.3

filtrovany (integralni) radiometr

radiometr, ktery ma relativni spektralni responzivitu pfizpiisobenu ué¢innému (aktinickému) spektru
konkrétnich vlastnosti; pfizpisobeni relativni spektralni responzivity mize byt realizovano vhodnym
optickym filtrovanim dopadajiciho zareni

14

UV radiometr

radiometr pro méfeni energetickych a vykonovych vlastnosti optického zafeni vrozsahu od
7,5 x 10" Hz do 4 x 10" Hz, coz odpovida vinovym délkdm od 1 x 10° m do 4 x 107 m ve spodni
dasti svételného spektra (pod fialovou barvou)

1.5 Zakladni charakteristiky optickych radiometriu

1.5.1
responzivita R
pomeér energie optického zafeni na vstupu detektoru k méfitelnému signalu na jeho vystupu:

R=—
X

kde je

X energie optického zafeni na vstupu detektoru, |

Y méfitelny signal na jeho vystupu detektoru

POZNAMKA Pojem responzivita vystihuje specifikum optickych radiometr( a nahrazuje pojem citlivost, ktera

je obecnym pojmem metrologie.

1.5.2
spektralni (monochromaticka) responzivita R(4)
je definovéna vztahem:

dy(2) _dv(A)_Ydr _Y,

R(A) = =
dX(A) X,dA X, dA X,

kde je

X(4)  zafeni v spektralnim intervalu 0 az A a jeho derivace je spektralni koncentraci zafivé energie,

Y(1)  signal v spektralnim intervalu 0 aZz 1 a jeho derivace je signal spektralni koncentraci zafivé energie
Piizplsobeni relativni spektralni responzivity filtrovaného (integralniho) radiometru je Casto realizo-

véano vhodnym optickym filtrovanim dopadajiciho zafeni.

1.5.3
relativni spektralni responzivity (1)
pro danou vlnovou délku A, je definovéna jako

R(A
- R((/l ))

kde A,je vztazna vinova délka
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POZNAMKA V ptipadé nelinearnich detektori je relativni spektralni responzivita definovana jako pomér
spektralnich responzivit néleZicich konstantni hodnotg signdlu Y(A) v celém uvaZovaném spektralnim rozsahu.

1.54
linearita
vlastnost detektoru, na jejimz zakladé je vystupni veli¢ina p¥imo umérna vstupni veli¢ing; odchylky od
linearity, tj. nelinearita v daném rozsahu vstupni veli€iny s maximélni hodnotou X, je popsana cha-
rakteristickou funkei:
Y X,
AVE X

max

kde je

Ymax  maximdlni hodnota signélu na vystupu detektoru resp. radiometru ¥,

Xmax  maximdlni hodnota vstupni veli€iny X

POZNAMKA Pokud je detektor charakterizovan n&kolika rozsahy s rozdilnymi charakteristikami nelinearity,

neZ je nelinearita celého rozsahu, je uvaZovana charakteristika s maximalni hodnotou.

1.5.5
aktinita a(2)
citlivost integralni responzivity na zménu spektralniho sloZeni vstupni veli¢iny S(4)
S(A), -r(4)-dA S(A), -dA
a(Z)_I (4), -(4) [s@),

T [sQ),-ax S, -r(3)-dz

kde je
r(4) relativni responzivita,

Nresp. Z spektralni sloZeni zateni referenéniho resp. neznamého zdroje

1.5.6

kvantova ucinnost 7

pomeér elementarnich déji podilejicich se na vystupnim signalu k poétu dopadajicich fotonii

U fotoelektrickych detektori, jejichz vystupnim signélem je elektricky proud, je kvantova uéinnost pro
danou vinovou délku A vypo&itana ze spektralni responzivity jako:

n(2)= @ x %C-
kde je
h Planckova konstanta,
c rychlost svétla ve vakuu,
q elementarni néboj.
POZNAMKA Pokud je kvantova Gi¢innost vztahnuta k dopadajicim fotoniim, pak jde o externi kvantové u&in-

nosti # (4). V ptipad8, Ze vztaZznou hodnotou je pocet fotontl, jeZ jsou detektorem absorbovény, jde o interni
kvantové G¢innosti #; (4).

1.5.12

dopliikové charakteristiky optickych radiometri

optické radiometry jsou ve smyslu obecné definice responzivity déle charakterizovany dal$imi para-
metry, které ovliviiuji jeji hodnotu:

-~ vliv teploty,
— smérova citlivost,

— polarizaéni citlivost
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1.6 specifické charakteristiky filtrovanych (integralnich) radiometri

Filtrované (integralni) radiometry vzhledem k definici 1.2 jsou popisovany nasledujicimi charakteris-
tikami.,

1.6.1

relativni spektralni responzivita S°(1)

je dana relativni spektralni vahovou funkcei s(1), a specifikovana v celém spektralnim rozsahu piede-
psané spektralni vahové funkce, ktera by méla byt tabelovana optimalné s krokem 1 nm

V piipadé, ze spektralni krok je vétsi, je nutné volit vhodnou matematickou formu interpolace. Porov-
nani aktualni a pozadované funkce pti zohlednéni spektralni charakteristiky zdroje pouzitého pti kalib-
raci vyjadiuje normalizovana relativni spektralni responzivita

S, ,-s(2),-dA
S*(l):_‘.: Ak S( )u -Sﬂ
[8.-s(2)-da

kde je
Six spektralni rozdéleni energie v spektru kalibraéniho zdroje,
s(A),  spektralni vahova funkce charakterizujici G¢inek zareni,

s(A)  relativni spektralni responzivita detektoru.

1.6.2
spektralni korekéni koeficient

koriguje neptizptsobeni relativni spektralni responzivity pouzivaného detektoru k predepsané vahové
funkei

V piipad¢, Ze je znamé spektralni rozdéleni energie ve spektru kalibraéniho a méfeného zdroje, rela-
tivni responzivita je definovana jako

2) [ Sui-s(A),-da [°S,,-s(2)-da
a =S .
Jy Sui-s2)-di |8, -5(2), A

kde je

Sk spektralni rozdéleni energie u kalibra¢niho zdroje,
Siz spektralni rozdéleni energie u zdroje v dané aplikaci,
s(2),  spektralni vahova funkce G¢inku,

s(1)  relativni spektralni responzivita detektoru.

Meéfeni zdroje Z provedené radiometrem, ktery byl kalibrovan za pomoci zdroje K, mize byt korigo-
vano a korigovana hodnota je

kde je

Y, hodnota méfena pro zdroj,

Zaa(Z) relativni responzivita a jeji pfevracend hodnota,
1/a(Z)  spektralni korekéni koeficient.

1.7

zakladni chyba (mé¥iciho pristroje)

chyba méfeni meéficiho pristroje s digitalni indikaci uréend za referenénich podminek pred zahajenim
zkousek elektromagnetické kompatibility (EMC)
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1.8

zavaina chyba (pFi zkouskach EMC)

stav zjiStény pfi zkouskach EMC v pfipadé, kdy rozdil mezi chybou méfeni zjisténou pii zkouskach
EMC a zakladni chybou (mé&ficiho pristroje) je vétsi nez '/; nejvétsi dovolené chyby optického radio-
metru s digitalni indikaci

2 Metrologické pozadavky

2.1 Pracovni podminky

Pracovni podminky stanovi vyrobce optického radiometru.

2.2 Meérici rozsah
Sirokopasmové radiometry maji mé¥ici rozsah optického zéafeni od 3 x 10" Hz do 3 x 10'° Hz.

UV radiometry maji mé¥ici rozsah optického zafeni od 7,5 x 10" Hz do 1,5 x 10" Hz. To odpovid
vinovym délkdm 2 x 107 az 4 x 10"m.

Filtrované (integraln{) radiometry maji riiznou $iftku méficiho rozsahu, podle konkrétniho aktinického
spektra radiometru.

2.3 Piesnost

Pozadavky na piesnost optickych radiometrii stanovi vyrobce podle jejich konkrétni aplikace popf.
specifické aktinické funkce.

2.4 Spektralni responzivita

2.4.1 Vyrobce musi specifikovat spektralni responzivitu v celém méficim rozsahu.

2.4.2 Je-li Sirokopasmovy radiometr zaloZen na aplikaci fotoelektrickych detektort, jejichZ vystup-
nim signalem je elektricky proud, lze spektralni responzivitu radiometru kvantifikovat jako kvantovou
ucinnost pro danou vinovou délku A vypocitanou ze spektralni responzivity.

2.4.3 Vyrobce musi pro filtrované radiometry specifikovat ptizplisobeni spektralni responzivity s(4)
pfistusné relativni spektralni vahové funkci s(4), v celém méficim rozsahu.

Tato responzivita musi byt specifikovana v celém spektralnim rozsahu predepsané spektralni vahové
funkce, ktera by méla byt tabelovana optimalné s krokem 1 nm. V pfipadé, Ze spektralni krok je vétsi,
je nutné volit vhodnou matematickou formu interpolace.

Neptizpisobeni relativni spektralni responzivity pouzivaného detektoru k pfedepsané vahové funkci je
mozné kvantifikovat ve formé normalizované spektralni responzivity nebo ve formé spektralniho ko-
rekéntho koeficientu.

2.4.4 U integralniho filtrovaného radiometru musi vyrobce specifikovat pfizplisobeni relativni spekt-
ralni responzivity s(4) radiometru pfislusné relativni spektralni vahové funkci.

2.4.5 Vyrobce musi specifikovat aktinitu Sirokopadsmového radiometru vzhledem k referenénimu
zdroji zafeni pro piipad deklarovaného pouziti pro méfeni specifickych zdroji zareni.

2.4.6 V piipad¢ deklarovaného pouZiti optického radiometru pro méfeni optického zareni na diskrét-
nich hodnotach vinovych délek (napt. laserovy radiometr), miiZze mit radiometr stanovenu spektralni
responzivitu pouze pro tyto konkrétni vinové délky.

2.5 Linearita

Vyrobce musi specifikovat linearitu optického radiometru ve specifikovaném méficim rozsahu.
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POZNAMKA V ptipadé pouziti optického radiometru pro méfeni signdli proménnych v &ase musi vyrobce
stanovit i dobu odezvy a frekven¢ni rozsah.

2.6 Dopliikové charakteristiky

2.6.1 Teplotni zdvislost

Vyrobce musi specifikovat teplotni zavislost méridla.

Meéfeni teplotni zavislosti se provadi, pokud vyrobce nestanovi jinak, porovnanim udaje optického
radiometru pti teplot¢ 23 °C a teploté 35 °C.

2.6.2 Smérova responzivita

Vyrobce musi specifikovat smérovou citlivost optického radiometru.

MEéfi se rozdil udaje optického radiometru pii dopadu zareni pod thlem £ a hodnotou namétenou pii
kolmém dopadu vynasobenou hodnotou cos £.

POZNAMKA P¥i ové&fovani optickych radiometrii se pouziva vzdy kolmy dopad, a proto se vliv smérové chy-
by neuplatiiuje. V praxi v§ak miize sv&tlo na aktivni plochu ¢idla optického radiometru dopadat pod riznymi
uhly a proto je nutno tento vliv kvantifikovat.

2.6.3 Polariza¢ni responzivita

Pokud je radiometr ozafovan linearné polarizovanym zafenim a azimutalni thel polarizace se méni, pola-
riza¢éné citlivy detektor vykazuje zménu signalu Y v souladu s touto zménou azimutalniho tihlu polariza-
ce. Pokud se ur¢i maximalni a minimalni hodnota signalu Y, potom polariza¢ni citlivost je dana;
A(&‘): Ymax _Ymin
Y oo v Y

kde ¢ je uhel dopadu zafeni na detektor.

3 Technické pozadavky

3.1 Vseobecné

Zakladnimi ¢astmi optického radiometru jsou detektor optického zareni a prevodnik, ktery prevadi
signal detektoru na méfenou veli¢inu charakterizujici zafeni dopadajici na detektor.

Optické radiometry musi mit pevnou konstrukci a musi byt vyrobeny z materiali odpovidajici stability
a pevnosti, aby bez poruchy ¢innosti a nezadoucich ¢asovych zmén svych metrologickych parametr
odolavaly béZznym podminkam pouziti a prostiedi, jimZ jsou vystaveny.

Na zvyS$ovani méficiho rozsahu optickych radiometri je mozné pouzit nastavce s kalibrovanymi Se-
dymi filtry nebo opticko-mechanickymi clonami, které se nasadi na detektorovou €ast radiometrti.

VInovy rozsah optického radiometru musi byt deklarovany.
Opticky radiometr musi po dobu alespoit 10 min odolat bez poskozeni 100% piekro€eni méficiho roz-
sahu a trvale 20% piekro¢eni méticiho rozsahu.
3.2 Detektor optického zareni
Konstrukéni provedeni detektoru musi spliiovat tyto pozadavky:
~ snadné a stabilni upevnéni pii méteni (upeviiovaci zavit nebo rovinné plocha),

— musi byt opatfeny ochrannym krytem (pro ochranu opticky aktivni plochy pfed mechanickym
poskozenim),

— neodstranitelna znacka orientace detektoru (jen u polariza¢ng zavislych senzorti),
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— indikace funkce temperace detektoru,

— pfivodni $idra detektoru, pokud ji je vybaven, nesmi branit prostorové manipulaci s detekto-
rem pfi méfeni,

— snadné upevnéni nastavce s kalibrovanymi Sedymi filtry nebo opticko-mechanickymi clonami
(pti potiebném zvySovani méficiho rozsahu optickych radiometri).
3.3 Indikac¢ni zaFizeni
Digitalni indika¢ni zafizeni musi mit k optickému detektoru odpovidajici rozlisitelnost. Vyska &islic
musi byt vétsi nez 4 mm. Indika¢ni zafizeni musi umoznit nastaveni nuly.
3.4 Pridavna za¥izeni
Ptidavna zafizeni optickych radiometrti jsou tato:
— specialni optické filtry upravujici aktinitu detektoru,
— optické clony,
— stabilni termoc¢lanky upravujici pracovni teplotu detektoru,
— specidlni zdroje svétla s potfebnymi stabilnimi zdroji napéjeni,

— zadznamové zatizenim pro dlouhodoba méfeni ve spojité (analogové) nebo digitalni formé,

standardni datové rozhranim pro dal$i zpracovani naméfenych hodnot.

3.5 Software

K optickym radiometrim s datovym rozhranim musi vyrobce dodat k méfidlu program pro vyhodno-
ceni dat na PC. Software musi byt zabezpecen pied ndhodnym nebo imyslnym ovlivnénim pfipadné
poskozenim a musi odpovidat navodovému dokumentu WELMEC 7.2%.

3.6 Napajeni

Optické radiometry mohou byt napéjeny ze sité pomoci adaptéru nebo z nezavislého zdroje. Napéjeni
ze sit€ musi byt realizovano stfidavym napétim Uy v mezich Uy — 15 % a Uy + 10 %, kde Uy je jme-
novité napajeci napéti specifikované vyrobcem mé¥idla s kmitoétem fy = 2 %.

Pro referenéni G¢ely se pouZije napéti Uy = 2 % a kmitocet fy + 0,4 %.

Nezavisly napajeci zdroj (baterie) musi byt definovan ve specifikaci vyrobce. Indikani zafizeni optic-
kého radiometru musi signalizovat potfebu nového nabiti takového zdroje nebo jeho vymeny
a zablokovat se nebo vypnout pfi poklesu zdrojového napéti pod mez stanovenou vyrobcem.

U bateriovych optickych radiometrii musi byt moZnost indikace stavu baterie.
3.7 Odolnost proti vliviim vnéjSiho prostiedi

3.7.1 Mezni teploty

Opticky radiometr a vSechny jeho Casti musi odolat bez poskozeni a bez zhorSeni metrologickych
vlastnosti meznim teplotdm —30 °C a +70 °C.

3.7.2 Stupeii ochrany krytem

Stuperi ochrany krytem musi byt u optickych radiometrii minimalné IP 40 nebo lepsi. Vyjimku tvori
méfidla uréend k laboratornim méfenim, s diirazem na pfesnost.

2 WELMEC 7.2 Software Guide; verejné dostupny na www.welmec.org

7
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3.8 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC)

Optické radiometry nesmi byt ovlivnény elektrickym ani elektromagnetickym ruSenim, nebo na né
musi definovanym zplsobem reagovat (naptiklad ohlasenim chyby, zablokovanim méfeni a podobné).
Nesmi ani vyzatovat nezadouci elektromagnetické pole.

Pro v8echny optické radiometry je definovéna tfida elektromagnetického prostiedi E1 (tj. prostiedi
obytnych ¢i obchodnich prostor nebo prostiedi provozi lehkého primyslu).
3.9 Odolnost proti neopravnéné manipulaci

Optické radiometry nesmi mit vlastnosti, které by usnadiiovaly podvodné pouziti, pfi¢emz moznosti
jejich neumyslného chybného pouziti musi byt minimalni. Komponenty, které uZivatel nesmi rozebirat
nebo justovat, musi byt proti takovym &innostem zabezpe&eny.

Nastavovaci prvky radiometru musi byt zajistény tak, aby pfi béZné manipulaci nemohlo dojit ke zmé-
n¢ nastaveni bez poskozeni Gfednich znacek.

4 Znaceni méridla
4.1 Vseobecné
Veskeré napisy a znacky musi byt za béznych podminek snadno viditelné, ¢itelné a nesmazatelné.
Kazdy opticky radiometr by mél byt opatfen minimalng t&€mito udaji:
— nazev vyrobce,
— oznadeni typu,
— vyrobni ¢islo métidla i detektoru, jsou-li odnimateln4,
— méfici rozsahy a pouzita méfici jednotka,
— elektrické napéjent,

— znacka schvaleni typu.

4.2 Oznadeni uFednimi zna¢kami

Na méftidle musi byt konstrukéné prfipravena vhodna mista pro umisténi znacky schvaleni typu a tied-
ni znacky (tifednich znadek) spliiujici nasledujici pozadavky:

— znafeni je umisténo na neoddélitelné soucasti mékidla,
— nezakryva jina znaeni na méfidle,
— misto, kde nemiiZe byt Stitek poskozen b&Znym uzivanim piistroje.

Je-li opticky radiometr vybaven otvorem pro pfistup k justaénim prvkim ovliviiujicim zékladni para-
metry méfidla, musi existovat moznost piekryti tohoto otvoru pielepenim znackou. Stejné tak musi
existovat moznost piekryti prelepenim zna¢kou pro minimaln& jeden Sroub krytu pfistroje, po jehoz
sejmuti je mozny pristup k justaénim prvkdm.

5 Schvalovani typu méridla

5.1 VSeobecné

Proces schvalovéni typu se sklada z nasledujicich zkousek:
— vnéjsi prohlidka,
— piedbézna funkéni zkouska,

— zkouska pfesnosti,
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— zkouska linearity,
— zkouska spektralni responzivity,
~ zkouska teplotni zavislosti,
— zkouska smérové zavislosti,
— zkous§ky odolnosti proti vné&j$im vlivim:
— zkouska odolnosti proti meznim teplotam,
— zkouska ochrany proti priisaku vody a cizim ¢asticim (stupeti ochrany krytem),
— zkousky odolnosti proti meznim hodnotam nap4jeciho napéti:
— zkouska odolnosti proti meznim hodnotam stfidavého napajeciho napéti,
— zkouska odolnosti proti zménam kmitoctu stfidavého napéti,
— zkouska odolnosti proti meznim hodnotam stejnosmérného napéjeciho napéti,
— zkousky elektromagnetické kompatibility (EMC):
— zkouska odolnosti proti vyzafovanému vysokofrekven¢nimu elektromagnetickému poli,

— zkou$ka odolnosti proti elektrostatickému vyboji.

5.2 Vnéjsi prohlidka
Pfi vnéjsi prohlidce optického radiometru se posuzuje:
— Uplnost pfedepsané technické dokumentace,

— shoda metrologickych a technickych charakteristik specifikovanych vyrobcem v dokumentaci
s pozadavky tohoto piedpisu uvedenymi v &lancich 2, 3 a 4,

— uplnost a stav optického radiometru podle pfedepsané technické dokumentace,

— shodnost verze software optického radiometru s verzi specifikovanou vyrobcem.

5.3 Predbéina funkéni zkouska

Opticky radiometr musi byt umistén do teplotné stabilizované laboratofe dostate¢né dlouhou dobu
pfed méfenim z diivodu vyrovnani teploty.

Detektor optického zafeni se upevni do drzaku v optické nule a indikacni zafizeni se umisti do pfede-
psané polohy.

V nezatemnéné radiometrické laboratofi se provede zb&zna kontrola funkce optického radiometru
méfenim svételného pozadi v prostiedi laboratote.

Po zatemnéni detektoru se zkontroluje, pfipadné nastavi nulové indikace méfidla.
5.4 Zkouska presnosti

5.4.1 Pozadavky na zkuSebni zafizeni

P#i zkouskach optickych radiometri jsou potfebna nasledujici méfidla se zajist€énou metrologickou
navaznosti a dalsi pomticky

— etalony spektralni responzivity — etalonové detektory s kalibrovanymi hodnotami spektralni
responzivity a linearity,

— opticka sestava dvojitého monochromatoru s vhodnym zdrojem svétla pokryvajicim dany
spektralni rozsah. Monochromator musi mit nastavitelnou §ifku vstupnich a vystupnich $té€rbin
s moZnosti nastaveni spektralniho rozliSeni (1 az15)nm. Stupnice vlnovych délek mo-

v v

nochromatoru musi byt kalibrovana s maximalni rozsifenou nejistotou £0,2 nm v celém uva-
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zovaném spektralnim rozsahu (pro k& = 2). Stupeii potlateni vlivu rozptyleného svétla na spekt-
ralni responzivity nesmi piesahnout hodnotu 1 x 10 relativng,

— reflexni nebo transmisni optickd zobrazovaci sestava zajidt'ujici tvarovani vystupniho svazku
zafeni monochromatoru,

— oto¢ny stolek s Ghlomérnou stupnici s hodnotou dilku 1°. Stolek musi umoZiiovat upevnéni
detektorové hlavy radiometru pro zkousky thlové citlivosti,

— teplomér s méficim rozsahem (15 — 40) °C,

W w

— méfi¢ foto-proudu (nanoampérmetr nebo prevodnik proudu na napéti) s citlivosti a vstupni
impedanci pfizplisobenou parametrim etalonovych detektord spektralni responzivity.

5.4.2 Montaz mérici sestavy - aparatury

Provede se sestaveni méficich i méfenych piistroji tak, aby byly splnény podminky uvedené v kapito-
le 2. Pfitom se dba na takové umisténi aktivnich prvka (Cidel), aby nedoslo béhem celého méieni
ke zméné jejich vzajemné polohy (prostorového umisténi). Vlastni méfeni optickych radiometrii se
provadi pomoci referen¢niho radiometru na dvojitém monochromatoru s vhodnym zdrojem svétla
pokryvajicim dany spektralni rozsah. Monochromator slouzi jako laditelny zdroj kvazi-
monochromatického zafeni. Optické zafeni o zvolené vlnové délce je formou optického svazku stiida-
vé aplikovano na aktivni plochu ovéfovaného optického radiometru a etalonového radiometru. Mo-
nochromatorova aparatura se skladd z monochromatoru, vhodného zdroje svétla, opto-mechanické
méfici sestavy umisténé ve svétlotésném kryti na vystupni strané monochromatoru, méficich a fidicich
pfistrojli a poCitace s pfisluSnym softwarovym, vybavenim. Systém je doplnén monitorem okolni tep-
loty s automatickym ukladanim hodnot béhem méieni. Cely systém je plné automatizovan pro Sasové
naroéné Glohy s trvanim nékolika hodin.

5.4.3 ZkouSeni piesnosti

ZkouSeni presnosti optického radiometru se provadi vzajemnym porovnanim signald referenéniho
a zkouSeného detektoru. Do méficiho svazku se st¥idaveé vkladaji etalonovy a poté zkouseny detektor.
Pro oba detektory se zaznamendavaji urovné vystupniho signalu pii dopadu optického svazku a po jeho
zaclonéni. Pro cely proces méfeni se vyuziva fidici software aparatury, ktery provede automatické
meteni a uloZeni naméfenych vysledk.

Chyby méfeni pfi zkousce nesmi piekrocit nejvétsi dovolené chyby specifikované vyrobcem.

5.5 Zkouska linearity

Zkouska linearity optickych radiometrii se provadi metodou superpozice v rozsahu vykonu specifiko-
vanym vyrobcem. Pfipadn¢ 1ze provést zkousku piimym porovnanim s etalonovym detektorem lineari-
ty na n¢kolika definovanych Grovnich optického vykonu.

Chyby méfeni pii zkouSce nesmi piekroCit nejvétsi dovolené chyby specifikované vyrobcem.

5.6 Zkouska spektralni responzivity

Zkouska responzivity ovéfovaného optického radiometru se provede na sestavé popsané v ¢lanku 5.4.3
podle vztahu popsaného v Elanku 1.5.1.

Nasledné se stanovi korekéni soucinitel jako pomér mezi hodnotou vykonu naméfenou etalonovym
optickym radiometrem P,r a hodnotou naméfenou zkouSenym radiometrem Ppyr.

CF — I)ref

DUT

Vynasobenim hodnoty naméfené zkouSenym méfidlem korekénim koeficientem se ziskd jeji korigo-
vand hodnota.

Chyby méfeni pfi zkouSce nesmi piekrocit nejvétsi dovolené chyby specifikované vyrobcem.

10
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5.7 Zkouska teplotni zavislosti

Detektor optického zafeni (snima¢) se umisti do vhodné klimatické komory umisténé na posuvném
voziku v svétlotésné komote. Pfi teploté 23 °C se do uzaviené svétlotésné komory pusti paprsek
z monochrométoru (odpovidajiciho zdroje zafeni) a zméii se hodnoty signéalu detektoru.

Poté se teplota v klimatické komote zvysi na 35 °C a po dob& 30 min ustaleni se opét pusti paprsek
z monochrométoru na detektor v svétlot&sné komote. Chyby méfeni pfi zkousce nesmi prekro€it nej-
vétsi dovolené chyby specifikované vyrobcem.

5.8 Mzgéreni smérové zavislosti optického radiometru

Pfi této zkousce je snima& pfipevnén na oto&ném stolku na posuvném voziku ve svétlotésné komote.
Snima¢ se nastavi tak, aby osa oto&ného stolku prochézela stfedem citlivé plochy snimace a byla kol-
mé na optickou osu fotometrické lavice. Smérova zavislost se méfi v rozsahu od 5° do 85° s krokem
5°, resp. men$im podle pozadavkid vyrobce.

Smérovou zavislost je mozné métit dvéma zplsoby:

— pfi konstantni vzdalenosti detektoru od zdroje zafeni se provede kompletni méfeni smérové
zavislosti pootacenim snimace,

— pii konstantnim uhlu B se nastavuji konkrétni hodnoty intenzity zdroje zménou apertury (clo-
ny) v optické ceste.

POZNAMKA Meéfeni pti konstantni vzdélenosti je jednodussi, ale uplatiiuji se pfi ném chyby linearity radio-
metrické stupnice detektoru optického zafeni. M&feni pfi proménné intenzité zdroje eliminuje vliv nelinearity
radiometrické stupnice na provadénd mé&feni.

Chyby méfeni pfi zkousce nesmi prekrogit nejvétsi dovolené chyby specifikované vyrobcem.

5.9 Zkouska odolnosti proti meznim teplotim

Kompletni opticky radiometr ve vypnutém stavu musi byt umistén v klimatické komote po dobu tii
hodin pii meznich teplotdch —30 °C a +70 °C a pfi rychlosti zmény teploty 1 °C/min pfi pfechodu
z jedné mezni teploty na druhou. Provede se 5 cykli.

Bezprostiedné po ukon&eni zkousky se kontroluji zmény vzhledu. Méfidlo nesmi zménit sviij vzhled,
material a povrch nesmi byt popraskany, s puchyfi nebo se zmén&nou barvou.

Po uplynuti dvou hodin od ukondeni zkousky musi byt opticky radiometr pln€ funk&ni bez zmén
vlastnosti deklarovanych vyrobcem.

5.10 Zkous$ka ochrany proti prisaku vody a cizim ¢asticim (stupeii ochrany krytem)

Pfi zkousce se prezkousi, zda méfidlo odpovida specifikovanému stupni ochrany podle €lanku 3.7.2.
POZNAMKA Krytem se rozumi kryt pfistroje v pracovni poloze, tj. v&etn& konektorl (s moZnymi zévéry,
t&snénim nebo jinym pfislusenstvim).

5.11 Zkouska odolnosti proti meznim hodnotam napijeciho napéti

5.11.1 Zkou$ka odolnosti proti meznim hodnotim stfidavého napéjeciho napéti

Odolnost proti meznim hodnotam stfidavého napajeciho napéti se zkousi na optickém radiometru
v zapnutém stavu pii meznich hodnotéch napéti Uy — 15 % a Uy + 10 %, kde Uy je jmenovité napajeci
napéti specifikované vyrobcem métidla. Pokud je napéjeci napéti uréeno v rozsahu hodnot jmenovite-
ho napéti, pak je zkouska provedena na nejniz$im a nejvy$§im napéti rozsahu.

Chyby méfeni pfi meznich hodnotach napajeciho napéti nesmi prekrocit nejvétsi dovolené chyby spe-
cifikované vyrobcem.
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5.11.2 ZkousSka odolnosti proti zménam kmitoétu st¥idavého napéti

Odolnost proti zméndm kmitoCtu napajeciho napéti se zkousi na optickém radiometru v zapnutém
stavu pfi meznich kmitoctech f + 2 %, kde fy je jmenovity kmitoget napajeciho napéti.

Chyby méfeni pti meznich hodnotach kmito&tu napajeciho nap&ti nesmi prekro&it nejvétsi dovolené
chyby specifikované vyrobcem.
5.11.3 Zkouska odolnosti proti meznim hodnotim stejnosmérného napajeciho napéti

Odolnost proti meznim hodnotam stejnosmérného napéjeciho napéti se zkousi na optickém radiometru
v zapnutém stavu pfi meznich hodnotach napéti Upin @ Upax, kde Upin @ Upax jsou mezni hodnoty na-
pajeciho napéti specifikované vyrobcem méridla.

Chyby méfeni pii meznich hodnotach kmito&tu napéjeciho napéti nesmi piekro&it nejvétsi dovolené
chyby specifikované vyrobcem.
5.12 Zkousky elektromagnetické kompatibility (EMC)

5.12.1 Odolnost proti elektrostatickému vyboji

Odolnost proti elektrostatickému vyboji se zkousi na optickém radiometru v zapnutém stavu piednost-
n€ napétim +6 kV pro kontaktni vyboj a £8 kV pro vyboj vzduchem, pokud nelze pouZit kontaktni
vyboj. Vyboje se aplikuji na kryt optického radiometru a do vazebnich desek v blizkosti optického
radiometru.

Pfi této zkouSce musi opticky radiometr vykazovat normélni funkei v mezich nejvétsi dovolené chyby
specifikované vyrobcem nebo musi zjistit zavaznou chybu a reagovat na ni definovanym zpisobem.
5.12.2 Odolnost proti vyzaFovanému vysokofrekvenénimu elektromagnetickému poli

Odolnost proti vyzafovanému vysokofrekvenénimu elektromagnetickému poli se zkousi na optickych
radiometrech v zapnutém stavu v téchto kmitoétovych pasmech a pii téchto intenzitach zkusebniho
pole:

— kmitocet 80 MHz az 800 MHz, intenzita 3 V/m,

— kmitocet 800 MHz az 960 MHz, intenzita 10 V/m,

— kmitocet 960 MHz az 1 400 MHz, intenzita 3 V/m,

— kmitocet 1 400 MHz az 2 000 MHz, intenzita 10 V/m.

Uvedené hodnoty intenzity zkuSebniho pole plati pro méfeni bez modulace. ZkuSebni pole je amplitu-
dové modulovano s hloubkou 80 %, modulagni signal ma sinusovy priib&h s modulaénim kmitoétem
1 kHz. Kmitoctovy krok pfi rozmitani kmito¢tu zkuSebniho pole je nejvyse 1 %. Doba prodlevy na
kazdém kmito¢tu nesmi byt kratsi nez doba nezbytna pro odzkouseni teploméru véetné jeho schopnos-
ti reagovat na ruSeni. V zadném piipadé vSak nesmi byt kratsi nez 0,5 s. Zku3ebni pole se aplikuje na
vSechny strany krytu pfistroje optického radiometru.

Pti této zkousce musi opticky radiometr teplomér vykazovat normélni funkci v mezich nejvétsi dovo-
lené chyby deklarované vyrobcem, nebo musi zjistit zdvaznou chybu a reagovat na ni definovanym
zplsobem.

6 Prvotni ovéreni

6.1 VSeobecné
Proces prvotniho ovéfovani se sklada z nasledujicich zkousek:
— vizualni prohlidka,

— piedbezna funkéni zkouska,
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— zkouska pfesnosti,
— zkouska linearity,

— zkouSka spektralni responzivity.

6.2 Vizualni prohlidka

Pfi vizuélni prohlidce se kontroluje, zda se opticky radiometr piedlozeny k ovéfeni shoduje, vEetné
verze software, se schvalenym typem. Pozornost musi byt vénovana kontrole spravnosti oznaceni ve
smyslu ¢lanku 4.1 a jeho Eitelnosti.

Dale se kontroluje, zda opticky radiometr neni mechanicky poskozen a zda u optického radiometru
s elektronickym displejem jsou po pfipojeni do sit€ viditelné viechny znaky na displeji.

Optické radiometry, které se neshoduji se schvalenym typem a poskozené optické radiometry se dale
nezkousi.
6.3 PiedbéZna funkéni zkouska

Piedbézna funkéni zkouska se provede podle ¢lanku 5.3.

6.4 ZkouSka presnosti

Zkouska ptesnosti se provede podle ¢lanku 5.4.

6.5 Zkouska linearity

Zkougka linearity ovéfovaného optického radiometru se provede podle ¢lanku 5.5.

5.6 Zkouska spektralni responzivity

Zkouska spektralni responzivity ovéfovaného optického radiometru se provede podle ¢lanku 5.6.

7 Nisledné ovéreni

Postup nasledného ovéfeni je shodny s postupem pfi prvotnim ovéfovani dle kapitoly 6.

8 Oznamené normy

CMI oznami pro ugely specifikace metrologickych a technickych pozadavkd na méfidla a pro udely
specifikace metod zkouseni pfi schvalovani jejich typu a ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni
obecné povahy, &eské technické normy, dal$i technické normy nebo technické dokumenty mezinéarod-
nich popftipad® zahrani¢nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici podrobné;jsi tech-
nické pozadavky (dale jen ,,0znamené normy“). Seznam té€chto oznamenych norem s pfifazenim
k piisluinému opatfeni oznami CMI spoleéné s opatienim obecné povahy vefejné dostupnym zpiiso-
bem (na webovych strankidch www.cmi.cz).

Splnéni oznamenych norem nebo splnéni jejich asti se povazuje, v rozsahu a za podminek stanove-
nych opatienim obecné povahy, za splnéni t&ch pozadavki stanovenych timto opatfenim, k nimZz se
tyto normy nebo jejich ¢ésti vztahuji.

II.

ODUVODNENI

CMI vydava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zékona o metrologii k provedeni § 6 odst. 1, § 9 odst. 1, § 9
odst. 9 a § 11a odst. 3 zdkona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrolo-
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gické a technické poZzadavky na stanovena méfidla a zkousky pfi schvalovani typu a pii ovéfovani
té€chto stanovenych méfidel.

Vyhlaska ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvaleni typu, ve znéni pozdéjsich predpisi, zafazuje v pfiloze Druhovy seznam stanovenych méfidel
pod poloZkou 5.1.1 optické radiometry pro spektralni oblast 400 nm aZ 2 800 nm a méfeni vyzafovani
v rozsahu 10° W - m™ az 10° W - m” mezi m&¥idla podléhajici schvalovani typu a ovétovani stanove-
nych meéfidel.

CMI tedy k provedeni § 6 odst. 1, § 9 odst. 1, § 9 odst. 9 a § 11a odst. 3 zdkona o metrologii pro tento
konkrétni druh méfidel ,,optické radiometry pro spektralni oblast 400 nm az 2 800 nm a mé&feni vyza-
fovani v rozsahu 10° W - m™ a2 10* W - m™* vydéava toto opatieni obecné povahy, kterym se stanovu-
ji metrologické a technické pozadavky pro optické radiometry pro spektralni oblast 400 nm az 2 800
nm a méfeni vyzatovani v rozsahu 10° W - m™ az 10° W - m™ a zkousky p#i schvalovani typu a pti
ov&fovani téchto stanovenych métidel.

Tento ptedpis (Opatieni obecné povahy) pfedpis byl ozndmen v souladu se smérnici Evropského par-
lamentu a Rady (EU) €. 2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pti poskytovani informaci v oblasti
technickych pfedpist a predpist pro sluzby informaéni spole¢nosti.

I1I.

POUCENI

Proti opatfeni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek § 173 odst.2 SprR.

Dle ustanoveni § 172 odst. 5 SprR se proti rozhodnuti o namitkach nelze odvolat ani podat rozklad.
Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi ptedpisy lze posoudit v pfezkumném fizeni dle ust. § 94 az
§ 96 SprR. Ucastnik miize dat podnét k provedeni pfezkumného fizeni ke spravnimu organu, ktery toto
opatieni obecné povahy vydal. Jestlize spravni organ neshleda divody k zahajeni piezkumného fizeni,

sd€li tuto skute¢nost s uvedenim diivodi do tficeti dnii podateli. Usneseni o zahajeni pfezkumného Fizeni
Ize dle ust. § 174 odst. 2 SprR vydat do tii let od i¢innosti opatfeni obecné povahy.
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V.
UCINNOST

Toto opatieni obecné povahy nabyva u€innost patnactym dnem ode dne jeho uveiejnéni (§ 24d zakona
o metrologii).
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